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Ｘ－射线粉末衍射 Ｋ 值法对不同厂家

滑石粉的纯度考察
戴苏云ꎬ王　 娜ꎬ谢梦雨ꎬ沈晓敏ꎬ王　 冰ꎬ李　 钢

(南京师范大学生命科学学院ꎬ分析测试中心ꎬ江苏 南京 ２１００２３)

[摘要] 　 本文从定性和定量两个方面对 ４ 个厂家滑石粉的纯度进行了考察. 首先通过 Ｘ－射线粉末衍射法

(ＰＸＲＤ)、扫描电子显微镜(ＳＥＭ)和傅立叶变换红外光谱(ＦＴ￣ＩＲ)对 ４个厂家的滑石粉进行了定性鉴定ꎬ然后利

用 Ｘ－射线粉末衍射 Ｋ值法计算出待测样品中滑石粉[Ｍｇ３(Ｓｉ４Ｏ１０)(ＯＨ) ２]的百分含量ꎬ进而推算出 Ｍｇ 元素的

百分含量. 分析结果表明ꎬ４个厂家滑石粉含量均大于 ９０％ꎬＭｇ的百分含量在 １７.０％~１９.５％ꎬ均符合中国药典的

规定ꎬ其中 Ｄ 厂家滑石粉的纯度最高ꎬ质量更好ꎬ其余依次为 Ｃ、Ａ、Ｂ. 本实验结果为生产企业根据实际需要选用

滑石粉提供了参考数据.
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滑石粉(Ｔａｌｃｉ Ｐｕｌｖｉｓ)既是常用矿物中药ꎬ也是常用药用辅料ꎬ系滑石经精选净制、粉碎、干燥制

成[１] . 滑石粉具有良好的润滑性、油脂吸附性、电绝缘性、耐热性等特点ꎬ被广泛应用于化妆品、医药和食

品、涂料、造纸、塑料、橡胶、电缆、陶瓷、涂料、建材等领域. 医药中使用滑石粉多作为糖包衣辅料和常用外

用中药的主药[２] . 滑石粉的主要成分为含水硅酸镁 [Ｍｇ３( Ｓｉ４Ｏ１０ ) (ＯＨ) ２ ]ꎬ含镁 (Ｍｇ) 应为 １７. ０％ ~
１９.５％[１] . 每年ꎬ我国滑石的出口量相当大ꎬ大约在 ６２~６５万吨. 滑石粉在生产过程中ꎬ随产地不同常含有

不同的杂质ꎬ同一产地的杂质的含量也可能差异很大ꎬ如石棉、二氧化硅、绿泥石等ꎬ世界卫生组织把石棉

列为一类致癌物质ꎬ滑石粉中的石棉多为角闪石和蛇纹石[３－５]ꎬ它的存在将严重影响滑石粉的质量ꎬ因此ꎬ
对滑石粉中石棉的鉴定、滑石含量的检测具有重要意义.

纯度测定通常有化学分析方法(ＧＢ / Ｔ１５３４３－２０１２)、原子吸收光谱法、电感耦合等离子体光谱法ꎬ这
些方法只能进行指定元素含量的测定ꎬ无法鉴别或检测样品中滑石或其他化合物的含量. Ｘ 射线衍射法

是测定物质组成和结构的主要分析手段ꎬ在岩石学和矿物学研究中被广泛应用[６－１１] . 目前文献报道大都

是滑石粉定性鉴定和分析ꎬ还没有滑石粉中滑石含量测定的要求及报道. 本文中我们首先用 Ｘ 射线衍射
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(ＸＲＤ)物相分析法ꎬ结合红外光谱(ＦＴ￣ＩＲ)和扫描电镜(ＳＥＭ)对滑石粉进行了定性分析ꎬ然后用 Ｘ射线衍

射 Ｋ值法测定滑石粉中滑石的含量[１２] . 本课题根据 ２０１５ 版药典的要求[１]对 ４ 个厂家不同批次的滑石粉

的滑石组成和含量进行了考察ꎬ该实验结果为生产企业的质量控制和安全使用提供了参考.

１　 实验部分

１.１　 Ｋ 值法原理

Ｋ值法又称基体清洗法ꎬ优点是用样少ꎬ各相含量互不影响. 该法的基本原理是物质的衍射强度和参

与衍射物质的质量分数成正比[１３－１５] . Ｋ值法对试样进行定量分析时ꎬ某相的衍射线累积强度和试样中该

相的含量满足公式如下:

Ｘａ ＝
１
Ｋａｒ

Ｉａ(ｈｉｋｉ ｌｉ)
Ｉｒ(ｈ ｊｋ ｊ ｌ ｊ)

Ｗｒ
Ｗａ
. (１)

Ｋｒａ ＝
Ｉｒａ(ｈｉｋｉ ｌｉ)
Ｉｒｒ(ｈ ｊｋ ｊ ｌ ｊ)

Ｗｒｒ
Ｗｒａ
. (２)

式中ꎬＸａ 为待测样品中 ａ相的质量含量ꎻＫｒａ 为比例常数. 对同一辐射ꎬ该常数与待测 ａ 相及参比物质有

关ꎻＩａ(ｈｉｋｉ ｌｉ)为待测样品加入参比物质后 ａ相晶面的衍射线累积强度ꎻＩｒ(ｈ ｊｋ ｊ ｌ ｊ)为待测样品加入参比物质

后参比物质晶面的衍射线累积强度ꎻＩｒａ(ｈｉｋｉ ｌｉ)为标准样品中 ａ相晶面的衍射线累积强度ꎻＩｒｒ(ｈ ｊｋ ｊ ｌ ｊ)为标准

样品中参比物质晶面的衍射线累积强度ꎻＷｒ 为待测样品加入参比物质后ꎬ参比物质的重量ꎻＷａ 为待测样

品加入参比物质后ꎬ所取待测样品的重量ꎻＷｒｒ 为标准样品中参比物质的重量ꎻＷｒａ 为标准样品中待测相粉

末的重量.
本方法特点是通过先求 Ｋｒａ 值最后测定 Ｘａ .

１.２　 实验仪器和实验材料

１.２.１　 实验仪器

Ｄ / ｍａｘ ２５００ＶＬ / ＰＣ 型阳极转靶 Ｘ－射线衍射仪(Ｒｉｇａｋｕꎬ日本)ꎻＪＳＭ－５６１０ 扫描电镜( ＪＥＯＬꎬ日本)ꎻ
ＶＥＲＴＥＸ７０ 型傅立叶变换红外光谱仪(Ｂｒｕｋｅｒꎬ法国) .
１.２.２　 实验材料

１.２.２.１　 滑石粉标准样品

选用精制提纯的滑石粉作为标准样品ꎬ该样品经过 Ｘ－射线衍射仪反复检测ꎬ并与 ＪＣＰＤＳ 卡片进行对

比ꎬ结果表明二者完全一致ꎬ且无其他化合物的衍射峰. 衍射图谱如图 １ꎬ标样与 ＪＣＰＤＳ卡片八强峰数据对

比如表 １所示.

图 １　 标样滑石粉的 Ｘ－射线衍射图

Ｆｉｇ􀆰 １　 Ｔｈｅ Ｘ￣ｒａｙ ｄｉｆｆｒａｃｔｉｏｎ ｐａｔｔｅｒｎ ｏｆ Ｔａｌｃｉ Ｐｕｌｖｉｓ

表 １　 标样滑石粉与 ＪＣＰＤＳ 卡片比对

Ｔａｂｌｅ １　 Ｔｈｅ ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ ｏｆ Ｔａｌｃｉ Ｐｕｌｖｉｓ ａｎｄ ＪＣＰＤＳ ｃａｒｄｓ

序
号

２θ衍射角 / (°)

标样 Ｔａｌｃｉ Ｐｕｌｖｉｓ ＪＣＰＤＳ＃１３－０５５８

ｄ值 / Å

标样 Ｔａｌｃｉ Ｐｕｌｖｉｓ ＪＣＰＤＳ＃１３－０５５８
１ ９.３８ ９.４６ ９.４２ ９.３４
２ １８.８８ １９.０３ ４.６９ ４.６６
３ ２８.５４ ２８.６２ ３.１２ ３.１２
４ ３８.４０ ３８.５２ ２.３４ ２.３４
５ ４８.５８ ４８.６５ １.８７ １.８７
６ ５９.１８ ５９.３０ １.５６ １.５６
７ ６６.９６ ６７.０８ １.３９ １.３９
８ ７０.３８ ７０.４１ １.３４ １.３４

１.２.２.２　 参比物质

选取 α￣Ａｌ２Ｏ３ 作为参比物质ꎬ该样品经过 Ｘ－射线衍射仪反复检测ꎬ并与 ＪＣＰＤＳ卡片进行对比ꎬ结果表

明二者完全一致ꎬ且无其他化合物的衍射峰. 衍射图谱如图 ２ꎬ参比物质与 ＪＣＰＤＳ 卡片八强峰数据对比如

表 ２.
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图 ２　 参比物质 α￣Ａｌ２Ｏ３ 的 Ｘ－射线衍射图

Ｆｉｇ􀆰 ２　 Ｔｈｅ Ｘ￣ｒａｙ ｄｉｆｆｒａｃｔｉｏｎ ｐａｔｔｅｒｎ ｏｆ α￣Ａｌ２Ｏ３

表 ２　 参比物质 α￣Ａｌ２Ｏ３ 与 ＪＣＰＤＳ 卡片比对

Ｔａｂｌｅ ２　 Ｔｈｅ ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ ｏｆ α￣Ａｌ２Ｏ３ ａｎｄ ＪＣＰＤＳ ｃａｒｄｓ

序
号

２θ衍射角 / (°)

参比物质 α￣Ａｌ２Ｏ３ ＪＣＰＤＳ＃１０－０１７３

ｄ值 / Å

参比物质 α￣Ａｌ２Ｏ３ ＪＣＰＤＳ＃１０－０１７３

１ ２５.５０ ２５.５８ ３.４９ ３.４８
２ ３５.０８ ３５.１４ ２.５５ ２.５５
３ ３７.７０ ３７.７８ ２.３８ ２.３８
４ ４３.３０ ４３.３６ ２.０９ ２.０９
５ ５２.５０ ５２.５５ １.７４ １.７４
６ ５７.４７ ５７.５２ １.６０ １.６０
７ ６６.４８ ６６.５４ １.４０ １.４０
８ ６８.１６ ６８.１９ １.３７ １.３７

表 ３　 ４ 个厂家的滑石粉样品

Ｔａｂｌｅ ３　 Ｔａｌｃｉ Ｐｕｌｖｉｓ ｓａｍｐｌｅｓ ｆｒｏｍ ｆｏｕｒ ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅｒｓ

厂家 产地 批号

Ａ 广西 １６０９０１
Ｂ 江苏 Ｆ－０１００－１６０２
Ｃ 广西 Ｆ１０２７－２０１６０５０１
Ｄ 山东 ５０９Ａ０４５

１.２.２.３　 滑石粉待测样品

１.３　 实验方法

１.３.１　 定性鉴定

１.３.１.１　 Ｘ－射线粉末衍射法(ＰＸＲＤ)
测定条件:管压 ４０ ｋＶꎬ管流 ２００ ｍＡꎬＣｕ Ｋα 辐

射ꎬ石墨弯晶单色器ꎬＤＳ＝ＳＳ ＝ １°ꎬＲＳ ＝ ０.３０ ｍｍꎬ扫描

速度 １０ ° / ｍｉｎꎬ步进间隔 ０.０２°ꎬ扫描范围(２θ)３° ~８５°ꎬ扫描方式为步进扫描.
１.３.１.２　 扫描电子显微镜(ＳＥＭ)

测定条件:分辨率 ５ μｍꎬ加速电压 ５ ｋＶꎬ加大倍率 ４００、５ ０００ꎬ样品台直径 ３０ｍｍꎬ分别取各滑石粉试样

少量用导电胶把试样粘结在样品座上ꎬ进行镀膜处理后ꎬ置于扫描电镜中ꎬ观察它们的形态结构ꎬ并拍照.
１.３.１.３　 傅立叶变换红外光谱(ＦＴ￣ＩＲ)

测定条件:扫描范围 ４ ０００ ｃｍ－１ ~４００ ｃｍ－１ꎬＲＥＳ(分辨率)４ ｃｍ－１ꎬ扫描次数 ３２ 次ꎬＤＴＧＳ 检测器ꎬ制样

方式为 ＫＢｒ压片法测定.
１.３.２　 含量测定

１.３.２.１　 Ｋ值的测定

称取适量的滑石粉标准样品ꎬ于洁净干燥的玛瑙研钵中研磨ꎬ过 ２００ 目筛ꎬ再称取等质量的参比物质

α￣Ａｌ２Ｏ３ꎬ与滑石粉标准样品湿法混合[１６]ꎬ静置. 将混合好的样品放入样品架内ꎬ填实后用玻璃片轻压制

片ꎬ用于测定. 经 Ｘ－射线衍射仪对混合样品中滑石粉和 α￣Ａｌ２Ｏ３ 的特征衍射峰扫描ꎬ计算特征峰强度ꎬ取
３次特征峰强度平均值ꎬ并代入式(１)ꎬ求出 Ｋ值(Ｋ值为常数) .
１.３.２.２　 滑石含量和 Ｍｇ含量的测定

４个厂家的滑石粉待测样品按 １.３.２.１中的方法操作ꎬ分别与参比物质 α￣Ａｌ２Ｏ３ 混合均匀制样ꎬ经 Ｘ－
射线衍射仪对混合样品中滑石粉和 α￣Ａｌ２Ｏ３ 的特征衍射峰扫描ꎬ计算特征峰强度ꎬ取 ３ 次特征峰强度平均

值ꎬ代入式(２)ꎬ求出滑石的质量含量ꎬ再根据滑石的分子式计算出元素 Ｍｇ的含量.

２　 结果与讨论

２.１　 鉴定结果

２.１.１　 Ｘ－射线粉末衍射法(ＰＸＲＤ)
图 ３上部(ＡꎬＢꎬＣꎬＤ)是不同厂家滑石粉的衍射图ꎬ下部是滑石粉和绿泥石的 ＪＣＰＤＳ 卡片匹配图. 从

图上可以看出ꎬ这 ４个厂家滑石粉的特征峰与 ＪＣＰＤＳ 卡片中的衍射数据基本一致ꎬ衍射角(２θ)分别在

９.４６°、１９.０２°、２８.６２°、４８.６５°、５９.３０°和 ７０.４１°处出现衍射峰ꎬ并且在(１０.５°±０.１°)处均没有角闪石的特征

峰存在ꎬ在(２４.３°±０.１°)和(１２.１°±０.１°)处均没有蛇纹石的特征峰存在ꎬ说明这 ４ 个厂家滑石粉都不含石

棉ꎬ符合滑石粉鉴定标准[１] . 从图中还可以看出ꎬ衍射角(２θ)分别在 ６.１０°、１２.３４°和 ２５.０５°处的衍射峰是

杂质绿泥石的特征峰ꎬ说明 ４ 个厂家的滑石粉样品中ꎬ均只含有滑石和绿泥石ꎬ未检出其他杂质. 其中ꎬ
Ｄ厂家的衍射图与 ＪＣＰＤＳ卡片匹配图最接近ꎬ表明 Ｄ厂家的滑石粉杂质含量最低ꎬ滑石含量最高.
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Ａ:广西厂家ꎻＢ:江苏厂家ꎻＣ:广西厂家ꎻＤ:山东厂家

图 ３　 ４ 个厂家滑石粉的 Ｘ－射线衍射图

Ｆｉｇ􀆰 ３　 Ｘ￣ｒａｙ ｄｉｆｆｒａｃｔｉｏｎ ｐａｔｔｅｒｎｓ ｏｆ ｔｈｅ Ｔａｌｃｉ Ｐｕｌｖｉｓ
ｆｒｏｍ ｆｏｕｒ ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅｒｓ

２.１.２　 扫描电子显微镜(ＳＥＭ)
图 ４ 为不同厂家的滑石粉样品表面微形

态. 图 Ａ上半部分的测定条件是加速电压 ５ ｋＶ、分
辨率 ５０ μｍꎬ加大倍率 ４００ꎬ样品呈现粒子状ꎻ下半

部分是上半部分图中方块部分的放大图ꎬ测定条件

是加速电压 ５ ｋＶ、分辨率 ５ μｍꎬ加大倍率 ５ ０００ꎬ样
品呈现片块状. 通过上下图ꎬ可以看出ꎬ该晶型有

粒子状和片块状结构ꎬ并且有层纹. 图 Ｂ、Ｃ、Ｄ与 Ａ
形貌相似. 我们可以知道ꎬ这 ４ 个厂家的滑石粉形

貌基本相同ꎬ都有明显层纹ꎬ为大小不等的多层片

状ꎬ极易剥离分层.

Ａ:广西厂家ꎻＢ:江苏厂家ꎻＣ:广西厂家ꎻＤ:山东厂家

图 ４　 ４ 个厂家滑石粉的 ＳＥＭ 图

Ｆｉｇ􀆰 ４　 ＳＥＭ ｉｍａｇｅｓ ｏｆ ｔｈｅ Ｔａｌｃｉ Ｐｕｌｖｉｓ ｆｒｏｍ ｆｏｕｒ ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅｒｓ

２.１.３　 傅立叶变换红外光谱(ＦＴ￣ＩＲ)

Ａ:广西厂家ꎻＢ:江苏厂家ꎻＣ:广西厂家ꎻＤ:山东厂家

图 ５　 ４ 个厂家滑石粉的红外光谱图

Ｆｉｇ􀆰 ５　 ＦＴ￣ＩＲ ｓｐｅｃｔｒａ ｏｆ ｔｈｅ Ｔａｌｃｉ Ｐｕｌｖｉｓ ｆｒｏｍ
ｆｏｕｒ ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅｒｓ

表 ４　 Ｋ 值计算结果

Ｔａｂｌｅ ４　 Ｔｈｅ ｒｅｓｕｌｔ ｏｆ Ｋ￣Ｖａｌｕｅ

Ｉｒａ(ｈｉｋｉ ｌｉ) Ｉｒｒ(ｈ ｊｋ ｊ ｌ ｊ) Ｋｈｓｆα￣Ａｌ２Ｏ３ 􀭵Ｋ

１
２
３
４

１３８ ０３３
１３７ ６１６
１４５ ５２０
１２７ ３８３

３６ ８４２
３５ ２８２
３７ ２５１
３４ ３６１

３.７３７
３.９００
３.９０６
３.７０７

３.８１５

　 　 图 ５ 为 ４ 个厂家滑石粉的红外光谱图ꎬ从图

上可以看出ꎬＡ、 Ｂ、 Ｃ 和 Ｄ ４ 个厂家滑石粉在

(３ ６７７±２) ｃｍ－１、(１ ０１８±２) ｃｍ－１和(６６９±２) ｃｍ－１

出现了明显强吸收峰. 在(３ ６７７±２) ｃｍ－１)处的特

征吸收峰是羟基 ( －ＯＨ) 伸缩振动ꎬ ( １ ０１８ ± ２)
ｃｍ－１ꎬ６６９±２)ｃｍ－１波数处的特征吸收峰是 ＳｉＯ[１７]

２ ꎬ
说明这 ４个厂家的滑石粉均符合药典滑石粉鉴别

标准[１] .
２.２　 含量测定

２.２.１　 Ｋ值的测定

经 Ｘ－射线衍射仪多次扫描ꎬ我们选取滑石粉

的次强峰(２θ ＝ ９.３８°、ｄ ＝ ９.４２ Å)ꎬ作为标准样品

滑石粉的特征峰ꎬ选取 α￣Ａｌ２Ｏ３ 的最强峰 (２θ ＝
５７.４７°、ｄ ＝ １.６０ Å)ꎬ作为参比物质 α￣Ａｌ２Ｏ３ 的特

征峰ꎬ计算出滑石粉标准样品中的滑石和 α￣Ａｌ２Ｏ３
的特征衍射峰强度ꎬ并代入式(１)ꎬ求出 Ｋ 值的平

均值为 ３.８１５ꎬ其计算结果列于表 ４.
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２.２.２　 滑石含量和 Ｍｇ含量的测定
表 ５　 ４ 个厂家滑石粉中的滑石含量和 Ｍｇ 含量测定结果

Ｔａｂｌｅ ５　 Ｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｉｏｎ ｏｆ Ｔａｌｃｉ ａｎｄ Ｍａｇｎｎｅｓｉｕｍ ｉｎ ｔｈｅ
ｍｏｎｔｍｏｒｉｌｌｏｎｉｔｅ ｆｒｏｍ ｆｏｕｒ ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅｒｓ

厂家 滑石％ 绿泥石％ 镁％

Ａ ９５.２０％ ４.８０％ １８.１４％
Ｂ ９１.７４％ ８.２６％ １７.４８％
Ｃ ９５.５８％ ４.４２％ １８.２１％
Ｄ ９７.２０％ ２.８０％ １８.５１％

　 注:Ａ:广西厂家ꎻＢ:江苏厂家ꎻＣ:广西厂家ꎻＤ:山东厂家.

　 　 ４个厂家的滑石粉待测样品分别与参比物质

α￣Ａｌ２Ｏ３ 混合均匀制样ꎬ经 Ｘ－射线衍射仪对混合

样品中滑石粉和 α￣Ａｌ２Ｏ３ 的特征衍射峰扫描ꎬ计
算特征峰强度ꎬ取 ３次特征峰强度平均值ꎬ代入式

(２)ꎬ求出各厂家滑石粉中滑石的含量平均值列于

表 ５. 由表 ５可知ꎬ４ 个厂家滑石粉中的滑石含量

分别是 ９５.２０％、９１.７４％、９５.５８％、９７.２０％ꎬ由图 ５
可知ꎬ４个厂家的滑石粉样品均只有滑石和绿泥

石两相ꎬ由此得出各厂家绿泥石的含量分别是 ４.８０％、８.２６％、４.４２％、２.８０％. 其中ꎬＤ 厂家的滑石含量最

高ꎬ杂质最少ꎬ该计算结果与定性分析中 Ｘ－射线衍射图 ５各相的衍射强度一致. 另外ꎬ各厂家滑石粉中 Ｍｇ
的含量都在 １７.０％~１９.５％ꎬ再一次说明 ４个厂家的滑石粉均符合鉴别标准[１] .

３　 讨论

本课题中ꎬ我们运用 Ｘ－射线衍射 Ｋ值法测定滑石粉中滑石的含量. Ｋ 值法通常选取标准样品和参比

物质的最强峰作为特征峰进行计算ꎬ若最强峰有重叠ꎬ则选取次强峰. 本实验中ꎬ由于标准样品滑石粉的

最强峰(２θ＝ ２８.５４°、ｄ＝ ３.１２ Å)与参比物质 α￣Ａｌ２Ｏ３ 的次强峰(２θ＝ ２５.５０°、ｄ ＝ ３.４９０ Å)有重叠ꎬ所以我们

选取滑石粉的次强峰(２θ＝ ９.３８°、ｄ＝ ９.４２ Å)作为标准样品滑石粉的特征峰ꎬ选取 α￣Ａｌ２Ｏ３ 的最强峰(２θ ＝
５７.４７°、ｄ＝ １.６０ Å)作为参比物质 α￣Ａｌ２Ｏ３ 的特征峰. 另外ꎬ在滑石含量的测定中ꎬ由于 ４ 个厂家的滑石粉

滑石含量均很高ꎬ含量 ９０％以上ꎬ经多次实验比较ꎬ我们依旧按 １:１ 混合滑石粉样品和参比物质 α￣Ａｌ２Ｏ３
进行实验. 本实验中ꎬ由于绿泥石含量很低ꎬ计算 Ｍｇ含量时ꎬ绿泥石中的 Ｍｇ可以忽略.

传统的化学分析方法(ＧＢ / Ｔ１５３４３－２０１２)、原子吸收光谱法等ꎬ这些方法只能进行指定元素含量的测

定ꎬ无法鉴别或检测样品中滑石或其他化合物的含量ꎬＸ－射线衍射 Ｋ值法区别于传统的化学分析方法ꎬ可
以用来测定物质组成和含量ꎬ从而对某个元素进行定量分析. 另外ꎬ在实验过程中ꎬ我们要准确称取样品ꎬ
待测样品与参比物质湿法混合均匀ꎬ混合时间和研磨力度尽量保持一致ꎻ计算积分强度时ꎬ应尽量取峰宽

一致ꎬ减少人为误差. Ｘ－射线衍射 Ｋ值法操作简便、快速准确ꎬ可用于工厂的大批量分析工作.
滑石粉作为常用中药和药用辅料ꎬ生产过程中ꎬ其纯度主要受矿源质量的影响ꎬ现国家标准中ꎬ对于杂

质矿物如石棉ꎬ及可能存在的有害元素(铅、铝、砷等)已经有了明确的要求. 但各个原料生产企业的提纯

工艺水平参差不齐ꎬ各厂家间样品虽然都满足标准ꎬ杂质种类及含量也存在一定的差异. 通过以上综合考

察ꎬ４个厂家的滑石粉含量依次为 ９５.２０％、９１.７４％、９５.５８％、９７.２０％ꎬ可以看出ꎬＤ 厂家滑石粉的纯度最高ꎬ
这为制剂生产企业根据不同的要求正确地选择滑石粉原料提供了科学依据.
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